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Atome zur Spitze getrieben
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Je feiner und genauer Halbleiterschaltungen strukturiert sein sollen, desto komplizierter wird die Qualitdtskontrolle. Die
Elektronenmikroskopie eignet sich von ihrer Aufldsung her gut, um Strukturen, Defekte und Ausfallursachen solcher
Bauelemente aufzukldren. Doch besitzt sie einen entscheidenden Nachteil: Im Allgemeinen werden solche
Untersuchungen an Querschnitten durchgefiihrt. Das teuer hergestellte Objekt muss gebrochen und kann nicht
weiterverwendet werden. Die Rasterkraftmikroskopie ist besser geeignet, denn es handelt sich um eine zerstérungsfreie
Methode bei Atmosphirendruck. Jedoch ist sie deutlich langsamer, da eine sehr feine aber im Vergleich zum
Elektronenstrahl trige und daher langsame Nadel die Probe @hnlich wie ein Plattenspieler zeilenweise abtastet. Die ideale
Nadel endet in einem Atom; mit ihr liegt die erreichbare Auflosung ebenfalls in atomaren Abmessungen. Derartige
Nadeln stellt die Firma NanoWorld, Weltmarktfiihrer in diesem Bereich, auch am Fraunhofer-Institut fiir Integrierte
Systeme und Bauelementetechnologie IISB in Erlangen her.

Viele Verfahrensschritte, wie sie von der Fertigung mikroelektronischer Schaltungen bekannt sind, arbeiten die mehrere
hundert Cantilever genannten Tréigerfedern aus einer Siliciumscheibe heraus. »Fiir die meisten der in unserem
Unternehmen und bei Konkurrenten hergestellten Nadeln reicht dies aus«, betont Oliver Krause, Key Account Manager
fiir den Bereich Halbleiter bei NanoWorld. »Einige besonders feine Varianten lassen sich so jedoch nicht mehr fertigen.
Bei unseren Spezialititen helfen uns die Kollegen von Fraunhofer entscheidend weiter. Die gemeinsame Forschung und
Entwicklung hat sich auch bei anderen Sensoren seit vielen Jahren bewihrt - von der Ausstattung mit Reinrdumen und
Analysegeriten einmal ganz abgesehen.«

Die ultima ratio hinsichtlich Prizision in der Materialbearbeitung ist das Ionenstrahlédtzen, das Christoph Lehrer vom
IISB an einem millionenmal grofleren Beispiel veranschaulicht: »Bauen Sie im Sandkasten einen Kegel! Das sei die
herkommliche Nadel aus Siliciumatomen. Mit einem Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch arbeiten Sie nun an deren
Spitze eine noch feinere heraus.« Statt Wasser verwenden die Forscher einen von elektrischen Feldern beschleunigten
und fokussierten Strahl von Metallionen. Wie bei diesem Verfahren auch noch ein Kompromiss zwischen Ionenfluss,
Geschwindigkeit des Abtrags und Prizision moglich ist, konnen Interessenten auf der SEMICON EUROPA erfahren
(Halle B2, Stand 616). Die Fachmesse der Halbleiterindustrie findet vom 19. bis 23. April in Miinchen statt.
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